
Nova NanoSEM
将出色的成像和强大的分析能力与无以伦比的易用性和性能融于一身

FEI Nova NanoSEM™ 扫描电子显微镜能够在一台易于使用的仪器中提供一
流的成像和出色的分析性能。Nova NanoSEM 经过特别设计，旨在简化实
验室内的操作，使您能够提高工作效率，而不影响所要求达到的图像和分
析质量。

ﾠ过滤电荷并以高真空模式成像的沸石颗粒。沸石颗粒的最新应用
包括催化裂化和精制，以及天然气和石油化学品提纯。
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ﾠNiTiZr 形状记忆合金的高分辨率明场 
STEM 图像。这是一种轻量、固态材料，可
取代传统的致动器，比如基于液压、气动
和电机的系统。

ﾠ在 2 kV 下成像的陶瓷涂层钢。陶瓷涂层 
SEM 成像有助于洞察失效机制、裂纹形成
和分析、涂层一致性以及辨别存在的相位。

ﾠ表面散布着钯颗粒的氧化锌纳米棒，在
高真空下以 500 Vin 成像。添加钯可以增
强传感器应用的氢敏感性。

!ﾠNova NanoSEM。卓越的成像和 
分析性能。
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ﾠEDX 面扫描图。使用超过 100 毫微安 (nA) 束流在 30 秒内采集的
高分辨率面扫描图。

研究时无需作出取舍
大多数 SEM 在设计时要么注重高性能成像，要么注重高性
能分析。使用 FEI Nova NanoSEM 时，两者可兼顾。
利用 Nova NanoSEM，您可以根据样品类型或需要开展

的分析工作类型，轻松切换仪器工况。而且，它能提供最全
面的信息，拓展研究功能，提供更好的答案，最终带来更好
的研究成果：
 · 高分辨率成像。使用低电压操作时，在高真空模式 [1 kV] 
下实现 1.4 纳米 (nm) 分辨率，在低真空模式 [3 kV] 下实
现 1.8 nm 分辨率。尽享低真空成像和 2 nm 以下分辨率带
来的优势。

 · 强大的分析功能。研究玻璃、陶瓷和其他不导电材料时，
从样品获得一流的分析数据，同时实现低真空模式下的高
性能。

 · 出色的图像质量。研究各类样品时都能获得高质量图
像。在高、低电压下，使用高电流电子束和高分辨率加快 
EDS/EBSD/CL/分析研究的速度。

ﾠ氧化钛纳米管。在 2 kV 下采
集的高分辨率图像。

ﾠ陶瓷样品。在低真空模式下
采集的高分辨率图像。

ﾠ碳上的金。在高真空模式下
成像的样品获得了优于 1.4 nm 
的分辨率。

ﾠ陶瓷样品。显示富锆区域的
低真空 EDX 面扫描图。
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ﾠ钢上的陶瓷涂层。使用 DBS 检测器同时采集的钢上陶瓷涂层的
各个图像。形貌、材料和方位衬度，全都可以轻松获得。

一流的性能
Nova NanoSEM 经过精密设计，可在最短时间内提供最高
质量的结果。对于易受电子束损伤或污染的材料，Nova 
NanoSEM 可在样品变得无法使用前，在每次扫描中采集尽
可能多的数据。例如，使用功能性氧化锌纳米棒时，Nova 
NanoSEM 卓越的成像和分析功能所提供的数据有助于解答
“催化剂颗粒在纳米棒上的大小和分布如何？”之类的问题。

强大的电子束减速技术
利用低束流实现高分辨率，从而最大限度减轻给敏感材料造
成的损伤。

高级检测系统
比传统 SEM 仪器收集更多的信息。FEI 专有的 DBS 检测器
可捕捉每个角度的信息，让每个电子都有着用武之地。

配置灵活性
无论是高真空还是低真空，无论是高压还是低压，都能在各
类真实样品上获得最清晰、高衬度、低噪声图像。

ﾠ氧化铝 (AI203)。AI203 表面
的超高分辨率图像，使用 FEI 
Helix™ 检测器在低真空下采集。

ﾠ气体分析检测器 (GAD)。在
低真空下对这些催化剂颗粒开
展高分辨率 BSE 成像和分析。

ﾠ介孔二氧化硅。显示与催化剂颗粒结合的 4 nm 孔的明场 STEM 
图像。
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简单易用
研究人员无论经验水平如何，都能使用 Nova NanoSEM 实现
高性能 SEM 分析。
每位研究人员（不仅是显微镜学家）都能轻松重复分析，

获取精确的测量结果，并表征样品。如此易用性也有助于研
究人员最大限度利用研究时间。Nova NanoSEM 简化了设置
参数和切换检测器的流程，而且无需喷涂样品，从而提高了
工作效率，优化了宝贵的仪器使用时间。

优化工作效率
 · 对准并成像功能。使用智能预设可迅速采集数据，从而迅
速提供答案。

 · 迅速保存和调用。根据用户偏好定制预设，然后保存下来，
并可以迅速调用，从而节省时间并提高可重复性。

 · 自动对齐和校准。迅速让系统准备就绪，供下一个用户和
应用使用，从而优化实验室工作效率。

 · 智能导航功能。Nav-Cam™ 会自动将宏观尺度与纳米尺度
关联起来，从而确保操作员绝不会找不到样品。智能功能
简化了重复分析，将导航用时缩短了 15% 到 20%。

 · 简化组织。按样品类型、操作员和应用组织用户预设，从
而控制分析质量，并确保获得可重现的结果，即便是多位
经验水平各不相同的操作员进行操作也能做到这一点。

ﾠ快速预设。例如，操作员可以使用简单的屏幕布局预设以及为各
个需求定制的成像条件，从 SE + BSE 成像切换至使用 DBS 检测器同
时获得四张图像的工况。

ﾠ用户界面。轻松优化不同样品的成像条件，比如无涂层粉笔。操
作员只需单击一次鼠标，即可引用新的预设，实现最佳结果。缓慢
扫描（左图）显示了电荷积聚效应，而交错扫描（右图）允许电荷
消散，从而只需一次单击便可实现最佳无电荷成像。

ﾠDCFI。集成期间自动实时对齐每一帧，确保对极具挑战性的样品
成像时，或者在不同环境下成像时，不会出现漂移影响。
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技术创新增强了性能
FEI 技术创新让 Nova NanoSEM 具备了一些独特功能，这些
功能可以提高性能，提供其他 SEM 系统无法比拟的可靠、
精确的结果。

定向背散射检测器
定向背散射 (DBS) 检测器简化了各种衬度机制的解释工作。
背散射电子 (BSE) 携带形貌、通道和成分信息。以靠近电子
束轴的高角度离开样品表面的 BSE 会携带更多成分信息。更
靠近样品表面平面的低角度 BSE 携带的形貌信息更多。检测
器包括四个与电子束同心的环形分段，它们可根据角度区分 
BSE，并在一次扫描中捕获全面的信息。以任意方式组合使
用任意或全部分段可生成最符合分析要求的图像，同时缩短
生成数据的时间，最大限度减轻样品损伤，并获得独特的样
品洞察。

Helix 和气态分析检测器
FEI Helix 和气态分析检测器专为低真空应用而设计，可在表
征不导电样品时提供不折不扣的分析和成像性能。Helix 检
测器平衡了对短工作距离的要求，能够在浸没模式下最大限
度降低电子束直径，从而无需提供长气态路径供发射的二次
电子使用，以提供足够的信号放大倍率。对气体分析进行离
子化产生的二次电子和其他电子会在透镜磁场作用下，强制
沿着更长的螺旋路径前进，从而增加了级联放大过程的离子
化次数，因而提高了信号增益。
开展低真空成像和分析时，GAD 可减少散射的电子束电

子。散射的电子束电子会在电子束冲击表面之外的样品表面
着陆，为图像增添了背景，而且会生成表征 X 射线，但此
类 X 射线无法指示电子束位置的样品成分。锥形 GAD 会从
极片底部延伸出来，围绕电子束，并延伸至透镜内部更靠近
样品表面的更高真空区域。此定位显著缩短了电子束在低真
空样品环境下的行经路线，散射的电子束电子数量，以及它
们在电子束斑外部着陆的距离。

ﾠ金样品。在 1 kV 下采集的金样品图像。使用 DBS 检测器的四个
同心环可以轻松执行同时检测操作。此功能可揭示如图所示的方位
和形貌信息。

ﾠHelix。显示 Helix 检测器操作的示意图。
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高级导航
Nav-Cam 和关联导航解决方案有助于围绕样品轻松开展快
速导航。Nav-Cam 安装在样品室内，因此可在样品上方可
重复的位置使用。在载物台上安装样品架后，捕捉并保存呈
现在系统显示屏上的图像。要定位电子束下的特征，可使用
鼠标在 Nav-Cam 显示屏上指定一个目标。Nav-Cam 图像上
的绿框会持续指示当前位置及扫描区域的方位。
关联导航软件允许使用来自其他成像设备的图像文件，

比如用于导航的光学显微镜。将文件导入软件后，快速可视
校准步骤会向 SEM 显示屏注册外部图像。注册后，您只需
在外部图像中指定目标，即可自动移动至任何位置。

等离子清洗器和冷阱
样品室大气中的挥发性污染物如果在图像采集后出现在扫描
区域位置，则会导致深色矩形框，很容易就会遮挡样品表面
的细节。在低电子束能量下操作时，情况尤其严重。Nova 

ﾠ等离子清洗。使用此技术时，我们可以获得最精细的表面细节，
同时又不会被碳氢沉积物遮挡，从而轻松获得超低能量成像。

NanoSEM 等离子清洗器使用能量颗粒清除样品室表面的污
染物。它也可短暂应用于样品本身，以清除污染物。冷阱设
计用来吸引污染物，并将其固定在样品附近的冷冻表面。

ﾠNav-Cam。Nav-Cam 的固定位置有助于获得可重复的导航，同时
又无需重新对齐。

ﾠNav-Cam。载物台的 500 万像素彩色图像有助于使用缩放功能轻
松辨别样品。

请访问 FEI.com/NovaNanoSEM 了解更多信息
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关于 FEI 公司
六十多年来，FEI 公司一直致力于显微技术创新并成为领军
者，提供了行业内最广泛的电子、离子和数字光学显微技术
仪器、工作流程和应用专业知识。FEI 解决方案可帮助全球
客户解答难题、实现突破性发现、加快上市速度并获取竞争
优势。FEI 在电子、生命科学、材料科学和自然资源市场领
域积累了丰富的问题解决经验，从而能够以全新视角应对客
户面临的或大或小、或简单或复杂的挑战。FEI 的工作人员
和解决方案可以推进研究、加快进度，最终帮助改善世界。

请访问 FEI.com 了解更多信息。
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